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OPTISCHES MESSVERFAHREN ZUR
BERUHRUNGSLOSEN TOPOGRAFIEMESSUNG
Hochauflosende Messung von Freiformflachen

ohne Referenzoptiken (1s13s)

DER HINTERGRUND

Sowohl bei der Herstellung als auch beim Test optischer Elemente und Systeme ist eine Beurteilung
der Abbildungsgute oder allgemeiner der optischen Eigenschaften erforderlich. Die Standardverfahren
zur Messung von Topografien sind u. a. das interferometrische Verfahren und das scannende Verfahren.
Interferometrische Messungen haben den Nachteil, dass eine Referenzfléche mit nahezu der gleichen
Topografie wie die des zu prifenden Objekts bendtigt wird. Die Anschaffung der Referenzoptiken ist
mit hohen Kosten verbunden.

DIE LOSUNG

Die Professoren Friedrich Fleischmann und Thomas Henning entwickeln am Institut ,i3m” der Hoch-
schule Bremen ein neues und patentiertes Verfahren zur optischen Analyse von reflektierenden Oberfld-
chen mit hoher Genauigkeit, ohne dass eine Referenzoptik bendtigt wird. Basierend auf dem ebenfalls
patentierten ,EasyPrecision”-Verfahren (DE102007003681B4/HB117) kann die Oberflachentopogra-
phie eines Priflings bestimmt werden. Hierzu wird ein Prifstrahl aus kohdrentem bzw. teilkohdrentem
Licht auf verschiedene Oberflachenpositionen des Priflings gerichtet und reflektiert. Die Intensitatsver-
teilung des reflektierten Prifstrahls wird in mehreren Ebenen gemessen. Mittels der so entstehenden
virtuellen Referenzflache kann der exakte Strahlverlauf bestimmt und die Steigung der Oberfldche am
Reflexionspunkt des Prifstrahlt ermittelt werden. Neben dem Profil der Oberflache kann mit dem Ver-
fahren ebenfalls die Welligkeit und Rauheit gemessen werden.

Versuche zeigen, dass eine Genauigkeit < 10 nm und eine transversale Auflésung bis zu 5 pm erzielt
werden konnen.

VORTEILE UND ANWENDUNGEN

- ideal fur die Messung von Freiformflachen: nahezu
beliebig geformte Oberflachen (eben, gekrummt,
nicht-rotationssymmetrisch) konnen gemessen werden

- beriihrungslose Vermessung

- auch fur besonders kleine Strukturen geeignet

- keine teure Referenzoptik erforderlich

- geringere Storanfdlligkeit gegentber Vibrationen
oder Luftbewegungen

- keine zusatzlichen Optiken zur Anpassung der
Messapertur an den Prifling erforderlich

- einfache und automatisierbare Justage

Anwendungsgebiete sind u. a. die Untersuchung von Linsensystemen, Wafern, Blechen oder Teilen mikro-
mechanischer Sensoren. Die Erfindung ware aber auch zur Qualitatsiberpriffung im 3D-Druck geeignet.
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